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DESCRIPCION DEL PRODUCTO — FADOS7F1 DETECTOR DE FALLAS Y OSCILOSCOPIO

FADOS7F1 Detector de Fallas y Osciloscopio por Prot Ar-Ge Endustriyel Proje Tasarim
Teknolojik Ar-Ge Ltd. Sti. ha sido especialmente desarrollado para determinar fallas en todo tipo
de placas de circuito electronico. FADOS7F1 es un dispositivo basado en computadora para la

Prueba de Voltaje VI - Analisis de Corriente.

Analisis de Voltaje/Corriente es una prueba que se hace sin dar energia (potencia) a las placas

electronicas y se utiliza para solucionar problemas en las placas electronicas. FADOS7F1

funciona mediante la aplicacién de onda sinusoidal de corriente limitada a través de un resistor
en serie a la posicidn tocada en la placa electronica y la grafica de Voltaje/Corriente se visualiza
en la pantalla del ordenador. Ademas de estas caracteristicas, el software del ordenador
analizando la grafica de Voltaje/Corriente muestra el diagrama de circuito equivalente del punto
tocado y el valor de los componentes electronicos. Estas caracteristicas tienen por objeto

proporcionar informacion a los usuarios para que encuentren fallas en una forma mas facil.

Utilizando la funcidon de Prueba Doble Canal VI se puede hacer comparaciones tocando los
mismos puntos al mismo tiempo en las placas electrénicas en pleno funcionamiento o
defectuosas (sospechosas) y usando este método, las fallas fuera de tolerancia pueden ser
detectadas rapidamente. Todos los graficos VI se comparan por software con sensibilidad de

2,5 mV y analizando 720 puntos diferentes. Por lo tanto FADOS7F1 es muy sensible.

Con la ayuda de Funcién de Memoria; es posible guardar las caracteristicas de placas
electrénicas (Grafico VI, diagrama de circuito equivalente y valor de los componentes
electronicos) al disco duro de la computadora y tomando como referencia estos datos, puede
hacer comparaciones con placas electrénicas defectuosas o sospechosas de una manera
sensible, simple y rapida. Es posible grabar los datos con imagenes. Como resultado; mientras
comparando los datos de la memoria, es posible ver los datos sobre la imagen que se

guardaron antes.

Con el fin de reducir la pérdida de tiempo durante la comparacion, el software suena diferente
en los graficos compatibles e incompatibles. De esta manera, los usuarios hacen la comparacién
de una forma rapida y sin necesidad de mirar la pantalla. Los usuarios pueden comparar las

placas electrdnicas con 3 pasos diferentes al mismo tiempo.

Ademas de estas caracteristicas basicas, el Dispositivo de Prueba FADOS7F1 VI también se

puede utilizar como Osciloscopio de Doble Canal, Generador de Onda Cuadrada y Salida de
2



Tension Analdgica. Con Sefial de Salida de Onda Cuadrada, el sefal se aplica a las placas

electrénicas y otros canales de sefial de salida se visualizan en la pantalla del osciloscopio.

Los técnicos, ingenieros y los que reparan placas electrénicas como un pasatiempo consideran
el grafico VI como un método eficaz para encontrar las fallas en placas electronicas y para
repararlas. El método de comparacion de graficos VI facilmente proporciona informacion para el
usuario a fin de encontrar el area y componente defectuoso. Después de ganar algo de
experiencia en los graficos VI, usted vera que FADOS7F1 es un dispositivo indispensable de
deteccidn de fallas. Es muy facil de usar y las fallas pueden detectarse sin comparacion y sélo

mirando a los graficos.

Al probar las placas electrénicas usando FADOS7F1 no aplique energia a las placas electrdnicas
y descargue los condensadores de alta tensién en las placas. El dispositivo FADOS7F1 no causa

ningun dafio a las placas electrdnicas.

NOTA: Imagenes en el manual de instrucciones pertenecen al Programa en Inglés.

Areas de Uso

ECU (unidad de control electrénico) placas electronicas de automoviles, accionadores de
motores servo-step, placas de dispositivos electronicos médicos y militares, circuitos de
portatiles, sobremesas y monitores, placas electrénicas de television y radio, placas electronicas
de electronica automotriz, textil y demas maquinas de fabricacion, teléfonos celulares, etc

(todas las placas electrdnicas)

Prueba de Componentes Electrdonicos: Resistores condensadores, bobinas, diodos (diodos
de uso general, Zener, diodos de alta tension, etc) Transistores (NPN, PNP, JFET, MOSFET,
etc), SCRs, TRIACs, Optoacopladores, Circuitos Integrados (digitales, analdgicas) etc. (pruebas

para todos los componentes electronicos.)
Caracteristicas Unicas

Dibujo del circuito equivalente del punto tocado, visualizacién de los valores materiales son
caracteristicas Unicas que no integradas en otros productos. Por ejemplo, si hay una resistencia
en paralelo a un condensador muestra el diagrama de circuito en paralelo y los valores de la

ambas simultaneamente para el usuario.



SEGURIDAD

1- Los usuarios deben cumplir con las siguientes reglas de uso.

2-

Chasis de la placa electronica debe ser aislado y conectado a tierra. El punto para
conectar el chasis de la sonda debe ser el mismo que la conexién a tierra de su
ordenador y no debe haber ninguna diferencia de potencial. Especialmente en el entorno
de la fabrica, en algunas partes, porque la conexidn de tierra esta conectado al neutro
sin conexidn a tierra, puntos de tierra en diferentes tomas pueden diferir potencialmente.
En este caso, la corriente fluye por chasis del dispositivo y el ordenador. Si la corriente es
baja esto reduce la calidad de los graficos. Y la corriente alta puede danar el dispositivo
u ordenador. Si no esta seguro de la conexion a tierra antes de insertar el chasis, le

aconsejamos que compruebe el potencial del punto con la sonda de nivel 10X.

Funcién de osciloscopio, si la punta (sonda) se ajusta a 1X mide * 5V, si se ajusta a 1X

mide hasta £50V. No se recomienda a utilizar para la medicion de circuito de alto voltaje.

FADOS7F1 prueba las placas electrdnicas sin dar energia. Para esto antes de probar,
usted necesita para descargar los condensadores de alta tension en las placas

electronicas.

Los usuarios de este dispositivo deben tener conocimiento y experiencia para reparar las
placas electronicas. Por lo tanto, durante las pruebas por favor no toque lugares de alta
tension y no aislados. Y no pruebe los condensadores de alta tensién antes descargarlos.
Si usted no tiene experiencia en la reparacion de placas electrénicas por favor,

manténgase alejado de alta tension, alta tensién puede dafar usted y el sistema.

Dar alta tension de las sondas (puntas) dana las resistencias en serie de las sondas y
causa un circuito abierto. En este caso; puerto USB del ordenador puede resultar

dafado. Pero en este caso las otras partes de la computadora no se dafen.



RENDIMIENTO Y TOLERANCIA DE MEDICION EN FADOS7F1

1-

3-

FADOS7F1 ha sido disefiado como un dispositivo multifuncional de prueba
Corriente-Voltaje (VI) y osciloscopio. Aunque su funcion principal es funcionar como
un dispositivo de prueba VI, como una caracteristica adicional durante uso esta
funciodn, el software de ordenador analizando el grafico VI muestra el diagrama de
circuito equivalente del punto tocado en la pantalla y muestra dentro de ciertas
tolerancias los valores de los materiales en este esquema. Diagrama de circuito
equivalente y los valores tienen como objetivo a ofrecer informacién al usuario y no

es conveniente para el uso directamente como dispositivo de medicion.

Debido a que el dibujo de diagrama de circuito equivalente se realiza por software
de ordenador utilizando funciones y férmulas matematicas, existe una ligera
posibilidad de cometer errores. Esta probabilidad se incrementa mas con la
interferencia formada por campos electromagnéticos aplicados externamente. En
los ensayos de EMC llevado a cabo, en el condensador 3V/m y en el rango de 80
MHz a 1 GHz-1%, en la resistencia a 3%, y en los diodos 1%. Debido a que
algunos diodos rapidos hacen oscilacion natural en algunas frecuencias, pueden

percibirse como "punto activo" por el dispositivo. Grafico VI tasa de cambio: <% 1.

Tolerancias de Medicién del Valor de Componentes:
e Resistor: 2%
e Condensador: 3%
e Voltaje de transmisién del Diodo : 0,1V
e Resistor y Condensador en paralelo: Resistor: 4% Condensador: 5%
e Resistor y Diodo en serie: %4
e 1 Diodo y Resistor en paralelo: %3
e 2 Diodos y un Resistor en paralelo: %10



Nota 1: Estas tolerancias son validas si la curva de la resistencia hace un angulo de 10-80
grados al eje horizontal. Si la curva de resistencia esta cerca al eje horizontal seleccione el
nivel "Baja Corriente" y si la curva de resistencia esta cerca al eje vertical seleccione el

nivel "Media Corriente" a fin de reducir la tasa de error.

Nota 2: Estas tolerancias son validas si el ratio ancho/largo de condensador elipse es no
menos de 1/4. En el caso de que este ratio es mas pequefio y el ratio es largo y delgado,
cambiando el nivel de corriente y/o frecuencia se debe seleccionar el nivel adecuado al

material.

4- Tolerancia de medicién de voltaje del Osciloscopio: 0,5%.

PRODUCTO Y SU CONTENIDO
e 1 FADOS7F1
e 1 CD de Software y Guia del Usuario (PDF)
e 2 Punta de Osciloscopio
e 1 Punta de Com (Cocodrilo)
e 1 Cable USB
e 1 FADOS7F1 Bolso

FADOS7F1 ™" Coigianiogioscor

MULTI-FUNCTIONAL CIRCUIT BOARD TESTER

ProT Ar-Ge |

Figura 1: FADOS7F1 Set



FADOS7F1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

A- ESPECIFICACIONES DE DETECCION DE FALLAS:

Prueba de Voltaje : 1V, £2V, £5V, £10V

Prueba de Resistor : Bajo 47KQ, Medio 2,6KQ, Alto 385Q

Frecuencias de prueba : Muy baja frecuencia: 2 Hz
Frecuencia Baja2 :3.4Hz
Frecuencia Bajal :10.3 Hz

Frecuencia de Prueba: 27.3 Hz

Frecuencia Alta : 780 Hz
Namero de Canales : 2 (Canal 1y Canal 2)
Modo de Escaneo : Manual y Automatico. Los pasos de seleccion
automatica: Voltaje, corriente y frecuencia.
Otras especificaciones : 1: Diagrama de circuito equivalente

2: Medicion de Resistor,Condensador, Diodo

3: Registrar los datos y comparar con los datos
registrados.

4:Visualizacion simultdnea de 3 graficos en

diferentes ajustes.
B- ESPECIFICACIONES DE OSCILOSCOPIO PC

Frecuencia de muestreo :400K /S
Voltaje de Entrada : Sonda 1X: £5V Sonda 10X: £50 V
Canal / ADC : 2 Canal / 12 Bit
Sensibilidad :2,5mVv
Velocidad de Imagen : 0.02 mS/div....100 mS/div
Memoria Instantanea : 64 Kbyte
C- SALIDA DIGITAL y ANALOGICA
Salida : Canal 2
Voltaje de salida : -5V...+5V (ajustable)
Frecuencia (Digital) : de 0.2KHz a 25
Conexion : Las sondas (sondas) se pueden conectar a

cualquier tipo de tomas. Sonda anillada amarilla
es siempre el Canal 1 y sonda nillada azul es

siempre el Canal 2. Sonda Crocodile es siempre

Com.
Dimensiones : 105mm L x 54mm W x 24mm H
Peso : 450 gramos con todos los accesorios.

Tabla 1 : FADOS7F1 Especificaciones técnicas
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FADOS7F1 DETECTOR DE FALLAS Y OSCILOSCOPIO

T

Figura 2: FADOS7F1

FADOS7F1 7 Funciones:

1.

Deteccién de Fallas Doble Canal (Grafico VI)

Comparacion de la tarjeta electrénica en pleno funcionamiento y defectuosa sin dar
energia

Dibujo de Circuito Equivalente**

Diagrama de Circuito R, C o Diodo conectado al punto que se toca.

Evaluacion del Resistor, Condensador y Diodo**

Funcion de medir el valor de los materiales en el punto que se toca.

Deteccidn de fallas con la funcién de comparar de la memoria

Los datos de la placa en pleno funcionamiento se guarda en la memoria y se hace
comparacion con la placa defectuosa.

Osciloscopio Digital Doble Canal

Utilizable como osciloscopio cuando se necesita.

Sefal de Salida de Onda Cuadrada

Canal 1 como osciloscopio y Canal 2 como generador de sefales.

Salida de Tensién Analdgica

Canal 1 como osciloscopio y Canal 2 como Salida de Tension Analdgica Sensible
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Figura 3: Pantalla de Detector de Fallas - Prueba VI

4 FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT:

|

FAULT DETECTOR - VI TESTER

Osciloscope
Osc. Active

Channel 1

Save

i G

—Svnch S US—
Synchronous

Channel 1

[

Up

Function 5: Double
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-1. Channel
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Top Value :3,21V
Low Value : 0,00 V

Point
Frogueny : 0,8 KHz Function 6: Square wave Generator
Function 7: Analogue Voltage Output
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Figura 4: Osciloscopio - Pantalla de Salida Analdgica
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INSTALACION

1. Conecte FADOS7F1 al ordenador a través del puerto USB. Instale los controladores de

CD.

2. Haga clic en FADOS7F1 SETUP.exe e instale el programa.
3. Ejecute FADOS7F1.exe

INSTALACION DEL CONTROLADOR

1. Connecte FADOS7F1 al PC. Puede instalar el controlador directamente en Windows XP
cuando vea la notificacién de"Nuevo Hardware Encontrado" a continuacion, inserte el CD
en el CD Rom e instale el controlador.

2. Para Windows Vista y Windows 7, abra el Administrador de Dispositivos.

Haga clic con el botdn derecho en el icono Mi PC en el escritorio y haga clic en
Administrar y Administrador de Dispositivos.

0
Haga clic en menu Inicio

Haga clic en Panel de control.

En el Panel de Control, haga clic en el icono Sistema y clic en el icono Hardware

En Hardware, haga clic en el Administrador de Dispositivos.

3. Encuentra el texto “Prot Ar-Ge FADOS7F1 Detector de Fallas” en Controladora de Bus
Serie Universal (USB) haga clic derecho y seleccione "Actualizar Controlador".

4. Seleccione "Buscar el mejor controlador" y haga clic en Explorar y busque la carpeta del
conductor de FADOS7F1.

5. Haga clic en OK e instale controlador.

Nota: Debido a que cada producto tiene diferentes ajustes de calibracién, por favor no pierda
su CD de FADOS7F1.

CONECTAR PUNTAS DE PRUEBA: Sondas de Osciloscopio y Sonda de Com (Cocodrilo) se

pueden conectar a cualquier toma. Sonda anillada amarilla es siempre el Canal 1 y sonda

anillada azul es siempre el Canal 2. Sonda Crocodile es siempre "Com". Cable USB se utiliza

para la comunicacién entre FADOS7F1 y el ordenador.
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INFORMACION GENERAL DE USO

1.

En el modo de flujo moderado si el grafico VI esta cerca al eje horizontal en secciones
con alto valor de resistencia, se puede ver mas claramente los resistores de alto valor
pasando a la corriente baja. Si el grafico VI es muy cerca al eje vertical esto significa que
el valor del resistor es bajo y en este caso si se pasa al modo de flujo alto se puede ver
los valores mas claramente.

Pruebe los condensadores en el modo de alta frecuencia generalmente. Si el valor del
condensador es inferior, pruebe a baja corriente, si mayor, pruebe a alta corriente. Si el
valor del condensador esta en alta corriente y en la forma de elipse delgada en eje
vertical se puede ver el valor mas claramente al reducir la frecuencia del modo de
frecuencia.

Un pin del (circuito) integrado en pleno funcionamiento (excluyendo alimentacién y
tierra) esta generalmente en forma de doble diodo inverso. Aunque resistores o
condensadores relacionados afectan el grafico debe observarse dos diodos inversos.
También en la salida de algunas unidades integradas, se puede observar un diodo. Sin
embargo, una pantalla en forma de resistencia mas probable es que la unidad integrada
es defectuosa.

Prueba de capacidad determina especialmente la calidad de los condensadores
electroliticos. Si esta curva es horizontal, eso significa que el condensador es de buena
calidad. Curva del condensador de calidad reducida, esta angulada a la horizontal. Si el
angulo es grande, eso significa que es un condensador defectuoso. Debido a que el
circuito consume corriente durante su posicion en la placa esta prueba puede ser
engafiosa, asi que complete la prueba teniendo en cuenta esto. Si sospecha, retire el
condensador del circuito y mide, en este proceso todos los instrumentos pueden
demostrar que todo funciona bien. Para la calidad del condensador, la mejor medicidn
para este producto se hace observando la "Curva de Capacidad de Resistencia" Mientras
realiza esta medicidén ajuste la frecuencia y corriente de una manera que éstas sean
largas en el eje vertical de la grafica pero no sea una grafica delgada.

En el circuito si hay una curva de condensador deformada con los efectos de los diodos
se puede medir el valor del condensador mediante la reduccién de la tension vy
eliminacion del efecto de los diodos.

En la deteccion de fallas, lo importante es visualizacion e interpretaciéon de los graficos.
En primer lugar, trate de encontrar los errores mediante la comparacion. En muy poco

tiempo comenzara a distinguir facilmente los graficos de los materiales en pleno
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funcionamiento y defectuosos. Diagramas de circuitos equivalentes y valores son los
factores que le ayudaran. Si se centra en los valores en el diagrama de circuito
equivalente, la busqueda de las fallas puede llevar mas tiempo. Si necesario, utilice los
valores materiales, pero como en la légica de medicidon en los instrumentos de medida,
no se concentre solo en los valores. La logica de evaluacion de este producto es la
interpretacion de los graficos y crear diagramas de circuitos equivalentes y mostrar los

valores interpretando el grafico creado por el software de ordenador.
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PRUEBA VI - CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA DE DETECCION DE FALLAS

Mientras hace prueba con grafica V/I, no active la placa electrénica. Conecte el chasis de la
sonda y sonda de cocodrilo al chasis de la placa electronica. Aplique senal con la sonda al punto
que toca con el dispositivo. Sefial grafica V/I aparece en la pantalla. La sefal escanea de voltaje
negativo al voltaje positivo en el nivel de voltaje ajustado y en un circuito abierto, la sefal
aparece en el centro de la pantalla en una posicién horizontal.

Todos los botones de control a utilizar en la Deteccién de Fallas fueron colocados en el lado

izquierdo del panel.
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O M. Current (2K86)
 H. Current (385)
P
I~ Comparison
[~ Capacitor Test
v4 "| TT.T. FET IGBT
w
’—
ﬂ Memory Save - Test
|_
s I
o U
8 ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor
8 Referance: Ch1— Test:
'—
w
(m]
[
=
=
<
L

Tolerance (%) [_3

Open Circuit Open Circuit

Figura 5: Deteccion de Fallas — VI Pantalla de Prueba
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Channel 1 -2

.

=

2%

Very Low Fro.
Lo 2 Fro.
Lo 1 Frog.
Test Fro.

|

L. Current (471
M. Current (2KE)

|

[ Comparison
[ Capacitor Test
[ TTT FET IGET

= *)
-8 2

0. Ak 16

:

Channel (Canal): Se utiliza para la seleccion de canales. Con el botdn del canal se
puede visualizar solo 1er canal, sélo 2do canal o ambos al mismo tiempo.

Automatic (Automatico): Cuando se selecciona esta opcion, de acuerdo con las
caracteristicas del punto tocado, los valores mas adecuados de niveles de voltaje,
frecuencia y corriente se determinan automaticamente. Haga clic de nuevo en el botdn
Automatico con el fin de detener esta funcion.

Nivel de Voltaje: Por esta opcién se puede seleccionar manualmente los niveles +1
V, 2V, £5V, £10 V, que aplicaremos a la placa. En 1 prueba sélo 1 nivel de tensién
puede ser aplicable.

Nivel de Frecuencia: Por esta opcién se puede seleccionar manualmente los niveles
de Frecuencia Muy Baja, Frecuencia Baja2, Frecuencia Bajal, Frecuencia de Prueba y
Frecuencia Alta que aplicaremos a la placa. En 1 prueba sdlo 1 nivel de frecuencia
puede ser aplicable.

Nivel de Corriente: Por esta opcion se puede seleccionar manualmente los niveles de
Corriente Baja, Corriente Media, Corriente Alta que aplicaremos a la placa. En 1 prueba

s6lo 1 nivel de corriente puede ser aplicable.

Comparison (Comparacion): Por esta opcion, podemos comparar las sondas de los
canales y los puntos de las placas defectuosas y en pleno funcionamiento.

Capacitor Test (Prueba de Capacidad): Por esta opcion podemos ver la calidad y
capacidad de los condensadores.

TTT FET IGBT: Por esta opcion podemos determinar el tipo de los semiconductores
tales como TTT FET IGBT etc.

Recording (Guardar): Guarda creando formas de archivo o abre los archivos ya
guardados.

Memary Save - Test

i

Recording

Circuit: Test circuit
Point: 7805 1

=
X

Test Point:

Tolerance (%) l—3

Referance: Ch1—J~—.
R:87K

Grf: Al seleccionar graficos en 3 configuraciones diferentes (Voltaje - Frecuencia -
Corriente) permite el cambio rapido en cualquier momento.

1G, 2G, 3G: Las graficas ajustadas en 1, 2 o 3 configuraciones diferentes se pueden

Guardar: Guarda creando formas de archivo o abre los archivos ya guardados.
Punto de Prueba: Indica el nimero de serie del punto de prueba.

Punto: Indica el nombre o cddigo del punto de prueba.

<: Abre el punto de prueba anterior.

->: Abre el siguiente punto de prueba.

Referencia: Al guardar los datos a la memoria, los datos

(referencias) en Canal 1 se guardan en la memoria.
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GRAFICAS VI DE COMPONENTES PASIVOS R, L, C (RESISTOR, INDUCTOR,
CONDENSADOR)

Grafica VI Resistor

Resistores crean valores en diferentes angulos en direccién central y de acuerdo con sus
valores. Cuando el valor de resistencia aumenta, el angulo que la curva de tensién/corriente
hace al eje horizontal se reduce. Figura 6 - 7 - 8 muestran sefiales tipicas, circuito equivalente y
valores de los resistores.

Resistencias de alto valor, forman graficos cerca del eje horizontal. Por esta razén, cuando
prueban las resistencias de alto valor por favor seleccione el nivel de Corriente Baja.
Resistencias de bajo valor, forman graficos cerca del eje vertical. Por esta razon, cuando

prueban las resistencias de bajo valor por favor seleccione el nivel de Corriente Alta.
S

Test

Channel 1-2

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

I~ Comparison
I~ Capacitor Test
™ TT.T.FET IGBT

Memory Save - Test

gh-voltage capacitors must be emptied by using a resistor

Referance: Ch1—

R:197

FAULT DETECTOR - VI TESTER

Tolerance (%) [_3

Figura 6: Grafica VI Resistor, Diagrama de Circuito Equivalente y Medida de Valor
(Canal 1 Rojo - Canal 2 Azul)

OUTPUT

UTPUT

COPE - ANALOG OUTPL
COPE - ANALOG

Low2Fra.__|
Low 1 Frg
TestFrq

CHFm(EAV

L Current (47K) |

M. Current (2KB) |

OSCILLOS
OSCILLOS

L

Comparison
Capacitor Test
TTT FET 168T

[ Companson
I~ Capacitor Test
I TTT.FET iGBT

FAULT DETECTOR - VI TESTER
FAULT DETECTOR - VI TESTER

terance (%) [3

Figura 7: Graficos VI Resistor Figura 8: Corto Circuito (Canal 1) y Circuito
Abierto (Canal 2)
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Grafica VI Condensador

Componentes capaces de almacenar energia descargan corriente y tensidn en el intervalo
de desplazamiento de fase. Esta situacion genera forma circular o eliptica en la pantalla. En
la figura 9-10 se puede ver el grafico voltaje/corriente (VI) para condensadores, diagrama
de circuito equivalente y valores de ellos en la pantalla. Si el valor del condensador es
inferior a 10 nF, seleccione el nivel de Alta Frecuencia. Pruebe los condensadores de bajo
valor en nivel de Corriente Bajo. Grafica VI de condensadores de valor medio esta en la
forma de elipse. Grafica VI de condensadores de alto valor se muestra en el eje vertical.

Pruebe los condensadores de alto valor en alta corriente. Si el valor del condensador es

demasiado alto, reduzca la frecuencia.

~+ FADOS7F1_FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE

Test

Channel 1.2
1V
2V
— N —
am—
Very LowFrg. |
Low 2 Frg
Low 1Frg
TestFrq.

OUTPUT

L. Current (47K) |
M. Current (2K6) |

OSCILLOSCOPE - ANALOG

[

Comparnison
~ Capacitor Test
[ TTT FET IGBT

Memory Save - Test

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor
Referance: Ch1—;

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) [ 3

Figura 9: Grafica VI Condensador, Diagrama de Circuito Equivalente y Medida de Valor

FADOS7F1_FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE i =18] x|

Test

UTPUT

1V
2V

& g
Low 2Frq
Low 1 Frq
TestFrg.

yv II
n

OSCILLOSCOPE - ANALOG O

L. Current (47K)
M. Current (2K8)

[

Comparison
Capacitor Test
TTT FET IGBT

Save - Test

&

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) [ 3

Figura 10: Grafica VI Condensador
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CONDENSADOR CONTROL DE CALIDAD Y FALLAS - PRUEBA DE CAPACIDAD Y
MEDICION RC

Mientras realiza control de calidad y fallas para condensadores, el extremo activo de la sonda se
conecta al extremo del anodo (+) del condensador y el extremo del chasis se conecta al
extremo del catodo (-), a continuacion, en el menu de especificaciones de prueba se hace clic
en "Prueba de Capacidad" y aparece el grafico en la pantalla. Si el grafico esta cerca de eje
horizontal, esto significa que condensador funciona bien. Si el grafico forma mas angulo

respecto a la horizontal, la calidad del condensador disminuye.

=181 X - GSCRIOSCINE =18] X
5 == | |
= T g R
o v 1v
3 2V 8 2V
4 e ) Ed [ —
Z e Z  — )" 2—
Very Low Frg Very Low Frq

g Low2Frg g Low 2 Frq
S Low 1Frg 3 LowiFrg |
2 TestFrq. TestFrg,
=) THFr sV | = | [ HFm. (S10V)
7 L. Current (47K) 2 L. Current (47K)
o M. Current (2K8) M. Current (2K8)

TTH Current (385) H: Current (385)
[ Comparison I ~  Comparison

¥ Capacitor Test ¥ Capacitor Test
[:4 TIT FET 1GBT 4 TTT.FET IG8T
B B
@ Memory Save - Test o Memory Save - Test
E E
S — > —
4 ['4
g g
fd @
I I
(=} (=}
- -
3 3
b £

Tolerance (%) [ 3 s Tok CHE -

Figura 11: Condensador de Alta Calidad Figura 12: Condensador de Baja Calidad
~isix]

Test

Channel 1-2

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

—

I~ Comparison
I~ Capacitor Test

E [ T.T.T.FET IGBT

=

m Memory Save - Test

=

s

14

g gh-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.

w

=

w

o

~

=

=]

<

w

Tolerance (%) I—g

Figura 13: Condensador y Grafica VI RC

Grafico Corriente-Voltaje del circuito RC compuesto de resistencias y condensadores hace

angulos respecto al eje.
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SEMICONDUCTORES

Grafica VI de Diodo, Diodo Zener

Conforme con las tendencias diodo empieza a mostrar resistencia baja y el voltaje se cae a
aproximadamente 0.4V - 0.6V. Esto genera una senal en forma de linea vertical cerca del eje Y.

Un diodo zener, en la tensidn inferior a la tension de Zener muestra la misma sefial con un
diodo ordinario. Si la tendencia inversa sobrepasa la tension de Zener aparece la sefal de baja
resistencia. Figura 15 indica las sefiales del diodo Zener.

Si el diodo y resistor no estan conectados en serie, después de la transmision, grafico forma un

angulo recto respecto al eje vertical.

“.FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE =8|

Test

Channel 1 -2

%
{

m_J (Ch.2) D1 and R1
[ |

Very Low Frq. f
Low 2 Frg. j
Low 1 Frg. /
Test Frq. f

I

1V
2V

L. Current (47K)
M. Current (2KB)

 H.Current (385)

[~ Comparison

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

[~ Capacitor Test
" T.T.T. FET IGBT

Memory Save - Test

AV

Referance: Ch1—

D1: 045V

FAULT DETECTOR - VI TESTER

Tolerance (%) ,_3

Figura 14: Diodos y Diodos en Serie - Grafica VI Resistor, Diagrama de Circuito Equivalente
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~+t FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE =181 x|

Test

Channel 1-2
| Automatic
1V
2V
sy
— L J—
Very Low Frg
Low 2 Frg.
Low 1 Frg.

_H.Frg. (5-10v)
L. Current (47K) |
M. Current (2KB)
* H. Current (385)

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

==

[~ Comparison
I~ Capacitor Test

% [~ TTT. FET IGBT

'_

8 Memory Save - Test

l._.

s I

14

(]

]...

O

w

'—

w

(]

|_

=]

=)

<

w

Tolerance (%) ,_3

Open Circuit

Figura 15: Grafica VI Diodo Zener, Diagrama de Circuito Equivalente

Transistor - Triac - Tiristor - FET - Grafica VI IGBT

Transistor se compone de conexion (combinacidon) de dos semi-conductor. Estan en orden
secuencial. (Uno de ellos esta entre la base y el colector y el otro esta entre la base y el
emisor). Una de las sondas muestra la senal de disparo y la otra muestra la transmision. Si se
completa el proceso de transmisién, haga clic en la opcién T.T.T FET IGTB del menu de
especificaciones de prueba, asi, el software detectara el tipo del transistor como tipo N o tipo P.
La figura 16 muestra las sefiales tipicas de los transistores NPN. (Cuando colector y el emisor es
de material de tipo N y la base es de material tipo P.) Que no existe fuga en esa zona

(exactamente horizontal) asegura la integridad del material.

FETS se componen de un canal que contiene material semiconductor y una puerta (gate) hecha
de un material semiconductor que tiene exactamente las especificaciones opuestas. La puerta
da forma al diodo con su conexidn en ambos extremos de canal (source and drain) y esto
puede ser probado con diodos. Ambas sondas se utilizan en la prueba de elementos activos de

3 patas (pin) Una de las sondas muestra la sefial de disparo y la otra muestra la transmision. Si
20



se completa el proceso de transmisidon, haga clic en la opcién T.T.T FET IGTB del menu de
especificaciones de prueba, asi, el software detectara el tipo de FET — MOSFET como tipo N o
tipo P FET.

Triac, Tiristor y IGBTs son probados de la misma manera.

—tFADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE -8 _)_(_]

Test

Channel 1 -2

i

1l

L. Current (47K)
M. Current (2KB)
['H Current (385) |

=
=)
=
8 Both of two probes are used to
1V —— test 3-Pin active components.
8 2V _— Probe chassis is connected to
= [ | transistor emiter. Probes' pins
7z are connected to base and
< collector.
' _ VerylowFrg. |
o Low 2 Frg.
= Low 1 Fra.
n
8
X | 0V)
=
O
(]
(@]

—

[~ Comparison
[~ Capacitor Test

© VETTEFETIGET -  Transistor, FET and IGBT

= P

o Memory Save - Test

'_

s I

14

g ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor

] Referance:

'—

w

o

5 NPN Transistor

=

<

w

Tolerance (%) [—3

NPN (C)

Figura 16: Grafica VI Transistor
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-1 FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE = =

le

Test

Channel 1-2

1V
2V

- ANALOG OUTPUT

Very Low Frg
Low 2 Frq
8 Low 1 Frq.
0 TestF

51

P

L. Current (47K)
M. Current (2K6)

I~ Comparison
I~ Capacitor Test
v TTT FET IGBT

OSCILLO

[

Memory Save - Test

[ Recording |

ATTENTION Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor
Referance

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) [_3

Figura 17: Grafica VI FET

MOSFET son transistores de efecto de campo._Pruebas de Gate - drain y gate - source
normalmente genera una sefial de circuito abierto. Sin embargo, algunos MOSFETSs tienen un
diodo de proteccion entre la puerta y la fuente. En tales casos la sefal de puerta - fuente sera
como la sefial de un diodo Zener. Como FET, la transmisidén de source - drain se controla por la
tension de puerta - fuente. Por otro lado, MOSFETSs se controlan con polaridad normal e inversa

de la conexién de gate - source transmision.

PRUEBA DE CIRCUITOS INTEGRADOS (ICs — CIRCUITOS INTEGRADOS SMD)

Todos los circuitos integrados se pueden probar de sus pines por las sondas. Cuando los
circuitos integrados se ponen a prueba, sefiales de visualizacion de ellos parecen como diodo
Zener, diodo doble inverso y diodo. Puede haber condensadores o resistores conectados a ellos.
Si hay un diodo inverso doble en el (circuito) integrado se puede decir que ese pin del (circuito)

integrado funciona bien.

Mientras prueba los circuitos integrados, toque el extremo de tierra de la sonda al chasis comun
del circuito o al extremo de tierra del circuito integrado. Toque los pines del circuito integrado

con el extremo de la sonda. Circuito RC aparece en el pin de alimentacion del circuito integrado
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y un cortocircuito se ve en el pin de conexion a tierra.

Nota: Hay diferencias de fabricacion en algunos de los circuitos integrados asi que no se
garantizan las sefales en el circuito. Aunque el tipo de produccion de los fabricantes muestran
similitudes, el proceso de fabricacién puede ser variado. Con el fin de comparar las placas, por
favor, utilice las placas integradas del mismo fabricante, los circuitos integrados de los
diferentes fabricantes pueden crear diferentes imagenes de sefial. Que guarde las imagenes de

la sefial en la computadora le proporcionara gran comodidad.

~Test

=18(x]

Channel 1 -2

v Automatic

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

Y
[~ Capacitor Test

% I GET-RET IGBF;

'_

8 Memory Save - Test

=

s

14

(o]

(=4

= Referance: Ch1

o |

w

a R1

: D1: 0,3 D27\

=)

<<

w
Tolerance (%) [—3

Figura 18: Grafico VI Circuito Integrado en pleno funcionamiento — Comparacion de 2 circuitos
integrados

REGISTRO EN LA MEMORIA DEL CIRCUITO ELECTRONICO Y COMPARACION DE LA
MEMORIA

Una de las caracteristicas de FADOS7F1 Detector de Fallas y Osciloscopio es que puede guardar
los puntos de los circuitos electrénicos en la computadora. La capacidad para guardar del

dispositivo depende de la capacidad del disco duro de la computadora.

Haciendo clic en la opcion de "Prueba de Registro" del menu de especificaciones de prueba del
FADOS7F1, abra el menu de Guardar. Escribiendo el nombre o cédigo del circuito, cree un

nuevo archivo. Ahora escriba el nombre del punto (dato) como una " Nueva entrada ". Luego,
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toque al punto a ser guardado con la sonda de canal 1 y haciendo clic en el botén Guardar se
puede completar el proceso de registro. Si no escribe el nombre de los datos en la seccidn de
"nueva entrada", el software guarda como N0O1, NOO2 etc. respectivamente. Puede guardar un
maximo de 999 datos en un archivo de registro. Si selecciona la opcion 'Agregar Numero' el
software anade numeros a los datos de forma automatica y, si selecciona la opcidon de

"Aumentar" el sofware aumentara el nimero de forma automatica.

Haciendo clic en la opcién de Prueba de Registro del menu de especificaciones de prueba del
FADOS7F1, seleccione los datos guardados del circuito que desea controlar y haga clic en el
boton de Abrir Registros y ahora puede ver los datos guardados en el Canal 1. Toque al circuito
de prueba con la sonda de Canal 2. Si hace clic en "Prueba Automatica (Oto.)" puede ver los
datos compatibles. Si no hace clic en el boton de "Prueba Automatica (Oto.)" debe seleccionar
los préximos datos manualmente haciendo clic en el botéon "Punto Siguiente" Puntos
compatibles e incompatibles advierten con diferentes sonidos. Con esta funcién es posible

realizar las pruebas de forma rapida y sin mirar la pantalla.

Nota: Los puntos de prueba de los circuitos electrénicos solo se pueden guardar con el canal 1.
En el Menu de Registro, abriendo los puntos de prueba guardados como referencia al canal 1,

puede hacer prueba de comparacién con los puntos del circuito defectuoso con el canal 2.

Anadir Nueva Carpeta: Con un nuevo nombre
New Folder: dado al circuito se abre una carpeta en el disco duro

g .
lﬁl; FestGireut del c_)rdenador. _ o
3 Program Fies Abrir Imagen: Carga I.a imagen del circuito
CFADOSTF 10v3 Step 1 [New Folder” Nueva Entrada: Escribe el nombre de los datos
& Test Circuit Step? JOFEHIMEEEN que se guardan, si queda en blanco el software
afade automaticamente nimeros al archivo como
New Paoint: "NOO01, NOO2"
[ULNZ003 Agrear Numero: Agrega automaticamente nimero

a los puntos de prueba.
Aumentar: Aumenta el nimero automaticamente.

005 55 dat Tol.: Save Guardar: Con el nombre especificado guarda los

MO0G_55.dat valores del punto de prueba en el archivo
NOO7_LJLMZ003_8 dat |_3 Change P P

MO08_ULM2003_9.dat especificado.
NOD9 JLNZ2002 10.dat Open: - .
NOT0_ULN2003. 11, dat B Cambiar: Para cambiar Ios_, datos guardados de un
MOT1_ULM2003 12 dat [ULMZO03_10 punto de prueba se selecciona el punto de prueba

NOT2_ULN2003 13 dat . .
MO ULN200% 14, dat Open guardado y pulsando el boton de Cambiar, el dato
NOT4_ULNZ003_15.dat guardado del punto de prueba se cambia.
NOT5_ULN2003_16. dat C | . .

RN E dat ance Abrir Registros: Abre los datos del punto de
N7 dat

NOTE 55.dat " Delete prueba marcado, como una referencia al Canal 1,

Borrar: Borra los datos del punto de prueba de la

W Add M Inc. |_1

computadora.
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Registro en la Memoria de los Puntos de Prueba con Fotos

Abra una nueva carpeta para la placa, datos de la que seran guardados. Haga clic en "Subir
Imagen" opcidn y seleccione la imagen. El software cambiara automaticamente el nombre de la
imagen como 'imagen'. Por ejemplo, si el nhombre de la imagen es "Resim.jpg ", el software lo
cambiara como "image.jpg " y se adjuntara a la carpeta. Si desea agregar imagenes al archivo,
necesita cambiar el nombre de las imagenes como "image.jpg". El software sdlo verifica los
archivos con el nombre "image.jpg". Después de cargar una imagen, podra ver la foto del
circuito en la esquina inferior derecha de la pantalla de la prueba VI. Los botones verdes en la
imagen como "+", "-" son para la opcién de zoom. Seleccione el punto que guardara sobre la
imagen. Luego, con la sonda de Canal 1, toque el punto en la placa y haga clic en "Guardar".
Con esta funcién, al realizar comparacion de la memoria, usted sera capaz de ver el lugar del
punto de guardado en la placa.

OGBS e s A -0 —EEkx

Test:

Channel 1 -2

v Automatic

5 Record

EE E
[ [

{3 Program Files
' 71 103

New Point:
U3-

[V AddNumber W fng!

N003_ULN2003_4.dat ~iEN

NOD4_ULN2003_5.dat

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

NOD5_UILN2003_6,dat Change
NODG_UILN2003_7 dat

NOD7_UILN2003_8 dat Open:
NODS_UILN2003_9 dat

NODS_UILN2003_10.dat NOTE

NO10_ULN2003_11.dat =
NOT1_ULN2003_12.dat
NO12_ULN2003_13.dat
NO13_ULN2003_14.dat
NO14_ULN2003_15.dat
NO15_ULN2003_16.dat
NO16.dat S

Open

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) [—3

Open Circuit

Figura 19: Guardar con imagen
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PRUEBA COMPARATIVA DE LOS MATERIALES EN CIRCUITOS ELECTRONICOS

Cuando un material en el circuito se prueba, debido al paralelismo de estos materiales con otros
en el circuito, se genera una sefal mixta. FADOS7F1 hace prueba y compara los materiales
creando esquema equivalente y sefial de los materiales en placas electrdnicas.

Conectando la placa en pleno funcionamiento de su chasis al Canal 1, y la placa sospechada,
defectuosa al Canal 2, puede probar y hacer comparacion entre ellos.

Antes de hacer comparacidon, comience el proceso de control desde la alimentacion de placa,

entradas & salidas y cualquier otro lugar en la placa que usted tiene sospecha.

~*tFADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE __I _-_lg_‘z
—_— —m—_— e  — P .

Test

Channel 1 -2

i

1V
2V
G

Very Low Frg
Low 2 Frg

Low 1 Frg.
TestFrg.

0V)

L. Current (47K)
M. Current (2K8)

v Comparison
[~ Capacitor Test
" TT.T. FET IGBT

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

Memory Save - Test

Diff.: % 0 Harmonious

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) [—3-

Figura 20: Prueba Comparativa

En este sistema se hacen comparaciones muy sensibles y dentro de la tolerancia determinada,
son consideradas compatibles. Sin embargo, en diferencias muy pequenas,determinar si hay

piezas defectuosas o no, depende de la experiencia del usuario.
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LIl
Test
Channel 1-2

1V |
2V |

Very Low Frq
Low 2 Frg

Low 1 Frg.

L. Current (47K)
M. Current (2K8) |

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[H Current (385) |
-
v Comparison
I~ Capacitor Test
% " TTT.FET IGBT
=
Llw.l Memory Save - Test
[=
s I
& Diff.: % 10 !Attention!
[=4
8 Referance: Ch1—
| R:337K
o 3
(=]
[
=
=
<
w

Tolerance (%) ’_3

Figura 21: Prueba Comparativa

Una diferencia importante a considerar en la figura 21 es la diferencia de los valores de

resistencia en el circuito de prueba. Diodos inversos se derivan de los circuitos integrados.
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Lisix]
- rAbosyri_ PAULTOETECTORMDOSCLOSCOPE

~Test

Channel 1-2

v Automatic

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

w ! Comparison
I~ Capacitor Test
™ TI.T.FET IGBT

Memory Save - Test

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) [_3

Figura 22: Prueba Comparativa

Y generalmente existe diodo doble inverso en circuitos integrados. Puede haber condensadores
y resistencias conectadas a ellos. En los pines de circuitos integrados si existe un diodo doble
inverso podemos decir que ese pin del circuito integrado puede ser en funcionamiento.

Especialmente cuando se compara si existe un cumplimiento total, ese punto debe ser en pleno

funcionamiento.
LIRS

Test

Channel 1 -2

L. Current (47K)
M. Current (2K8)

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

v  Comparison
[~ Capacitor Test
" TT.T.FET IGBT

Memory Save - Test

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) | 3

Figura 23: Prueba Comparativa - Falla de Circuito Integrado

Cuando un pin de circuito integrado esta corrupto, se corrompen también diodos inversos. Y

esto puede causar resistencia, circuito abierto o cortocircuito.
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-+t FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE =181

~Test:-
Channel 1-2
v Automatic

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

W [ Comparisory
[~ Capacitor Test
[T TT.T.FET IGBT

—Memory Save - Test

FAULT DETECTOR - VI TESTER

Tolerance (%) [_3

Figura 24: Prueba Comparativa - Falla de Circuito Integrado

5t FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE -8 x|

~Test:-

Channel 1 -2

v Automatic

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

v : Comparison:
I~ Capacitor Test

% T TT.T.FET IGBT

=

ﬂ ~Memory Save - Test

=

=

x Diff.: % 12 !Attention!

,_

O

w

=

w

o

[

=

=)

<

w

Tolerance (%) I_G

Figura 25: Prueba Comparativa
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.'*} FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE
_——

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

FAULT DETECTOR - VITESTER

Test

Channel 1-2

v Automatic

[~ Capacitor Test
[T T.T.T.FET IGBT

-Memory Save - Test

Tolerance (%) W

=18 x|

Referance: Ch1
R:82K

—“tFADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE -
e e ! jirrnan  iaiian P a P . .

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

FAULT DETECTOR - VITESTER

Test

Channel 1-2

l

1V
2V

Very Low Frg. |

Low 2 Frg.

Low 1 Frg.

TestFrq
1

L. Current (47K)
M. Current (2KB)

v Comparison
I~ Capacitor Test
| TT.T. FET IGBT

Memory Save - Test

Tolerance (%) [_3

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor
Referance: Ch1

uF

Figura 27: Prueba Comparativa
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3G - VISUALIZACION DE GRAFICOS EN 3 CONFIGURACIONES DIFERENTES

En la pantalla de deteccién de fallas haciendo clic en el botdn de 1G, y seleccionando diferentes

niveles de voltaje frecuencia y corriente puede visualizar 2G y 3G (graficos) al mismo tiempo.

“LFADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE o =18 x|

Test

Channel 1-2

1V
2V

_ VerylLowFrg. |
_ Low2Frg.
___Low1Fr

L. Current (47K)
M. Current (2K8)

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

Comparison
I~ Capacitor Test
[~ TTT.FET IGBT

Memory Save - Test

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor
Referance: Ch1 -‘

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) [_3

Open Circuit

Figura 28: Visualizacion Grafica 3G

~LFADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE i =18 %]

Test

Channel 1-2

Very Low Frg
Low 2 Frq

Low 1 Frg.
Test Frq.

L. Current (47K)
M. Current (2KB)
['H Current (385) |

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT
o a
ol
’ <<

[

Comparison
I~ Capacitor Test
[~ TT.T. FET IGBT

Memory Save - Test

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) [_3_

Open Circuit

Figura 29: Visualizacion Grafica 3G
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OSCILOSCOPIO - FUNCIONES DEL PROGRAMA

’1— FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSC
-, — — — — M — —— e

~Osciloscope

Save

- Synchronous-

Up

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

~1. Channel

Probe X1

Point

Frequen.

Osc. Active

Channel 1

i G

[

Channel 1

L

Top Value :3,21V
Low Value : 0,00 V

: 0,8 KHz

Function 5: Double
Channel Oscilloscope

Function 6: Square wave Generator

-2. Channel

Probe X1

FAULT DETECTOR - VI TESTER
N

L

Top Value : 0,00V

Function 7: Analogue Voltage Output

_Ad or grounded. ADVICE: Use Probe is10X position.
-Design

- Analog (\)Ef)}\’(Channel 2) - —
A

Active

Uy .
Ereipion. s Voltage mV:[ 3200 |
Figura 30: Pantalla del osciloscopio
Osc. Active Osciloscopio Activo/Pasivo: Boton de Osciloscopio activa el osciloscopio o pausa la imagen
Channel 1.2 actual y al hacer clic en el botén Guardar, guarda dicha imagen en la memoria.
Channel (Canal): Canal 1, Canal 2, o ambos se eligen respectivamente.
Automatic Automatic (Manual/Automatico): Al seleccionar la opcion manual, el software de captura
Save senal los valores especificados del limite inferior de (mV) y limite superior (mV). Al hacer clic en
automatico, cuando se interrumpe la sefial, se captura automaticamente la Gltima sefial.
Channel 1 Save (Guardar): Guarda los datos de osciloscopio o abre los datos guardados.
Up Channel 1 (Canal 1): Determina el canal a través del cual se inicia la sincronizacion inicial.

Probe X1

Top Value : 131V
Low Value : 11,30V
Point

Fregquen. : 1,8 KHz

Active |

*  Signal

Frequence : 1300:

Voltage mV:| 2600

Extremo Ascendente/Extremo Descendente: Inicie el sincrono en Extremo Ascendente o
Extremo Descendente.

Probe X1(Sonda X1): Ajusta los valores de tensién de la sonda como el respeto al coeficiente
X1 o X10.

Valores superiores e inferiores: Valores maximos y minimos en la pantalla.

Point (Punto): Muestra los valores de voltaje del cursor de la posicion de memoria en la
alineacién vertical.

Frekans (Frecuencia): Muestra la frecuencia si el software puede detectar la sefial entrante.
Active/Pasive (Activo/pasivo): Al hacer clic en el botdn, genera una salida de onda
cuadrada o salida analdgica desde el Canal 2.

Signal/DAC (Cuadrado/DAC): Puede seleccionar como onda cuadrada o tensidn analdgica.
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-5 000

Sensibilidad de Pantalla Voltaje: Ajusta la sensibilidad de la pantalla de voltaje.
Sensibilidad de Datos del material no cambia. Genera una vez o de forma continua. Los
nimeros muestran el valor de la tension. Si hace doble clic en los nimeros referencia "0 V"

de ese canal se inicia desde el punto marcado.

Ajuste de Cero: desplaza hacia arriba y abajo la ubicacion del punto 0 'V' de la imagen. Los
numeros muestran el valor de la tension. Si hace doble clic en los nimeros, referencia "0 V"

de ese canal se inicia desde el punto marcado.

Configuracion Inicial: Ajuste el punto inicial del lugar en el que se muestran los datos en

la seccion "Memoria".

Ajuste de la Velocidad: Ajuste de Tiempo/Divisibn. En Inglés se llama como

Time/Division. En el eje horizontal (eje de tiempo) establece el tiempo por FPS.

CUESTIONES DEBERA CONSIDERARSE — RECOMENDACIONES

1.

2.

En la deteccion de fallas, las sondas deben estar en la posicion de 1X.

En la deteccion de fallas lo importante es que los graficos se superpongan. Diagrama de
circuito bajo y los valores son elementos auxiliares. Los valores en el diagrama del
circuito no tienen el propdsito de medir pero comparar. Hay una posibilidad de que
puede mostrar datos falsos si influenciado por otros materiales en la placa.

Cuando utiliza el dispositivo, se recomienda realizar pruebas en flujo moderado. Cuando
sea necesario (resistor de alto valor o baja condensador de bajo valor) puede cambiar al
bajo nivel actual.

Funcién de osciloscopio, si la punta (sonda) se ajusta a 1X mide % 5V, si se ajusta a 10X
mide hasta +£50V. No se recomienda a utilizar para la medicién de circuito de alto
voltaje.

Debido a que cada producto tiene diferentes ajustes de calibracidn, por favor no pierda
su CD de FADOS7F1. Puede encontrar el archivo de calibracién en CD o en la carpeta
que instald sofware.

NOTA: Imagenes en el manual de instrucciones pertenecen al Programa en Inglés.
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COBERTURA DE GARANTIA Y CONDICIONES

1. El periodo de garantia comienza a partir de la fecha de entrega del producto y es valida
durante 1 ano.

2. El periodo de reparacion es de siete (7) dias habiles.

3. Las fallas resultantes de la utilizaciéon del producto al contrario de las condiciones
contenidas en el manual del producto estan fuera de garantia. En el caso de que se
aplica un voltaje mas alto que el valor de tensidn especificado a los dispositivos mediante
las sondas, es probable que los resistores en serie en el dispositivo conectados a las
sondas se dafian que se considera como fallo de usuario.

4. El dispositivo esta en un cajon de aluminio, asi la placa electronica no puede dafarse
fisicamente. Quedan excluidos de garantia las placa electronicas que vengan dafiadas
por causas usuarias como agua, golpes, caidas etc.

5. Segun el uso, cables de sonda pueden ser dafados, fallas de sonda no estan cubiertos.

6. Si el dispositivo no funciona, por favor envielo a Prot Ar-Ge.

Pro®

Address: Alaaddinbey Mh. 628. Sok. Elektromekanik is Merkezi No:1/C Niliifer 16000 BURSA - TURKEY
Phone: 00 90 224 223 17 45 Fax: 00 90 224 2217453
export@protarge.com www.protarge.com
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